爱德万测试发布新型光纤端口测试模块

来源：互联网
半导体测试设备供应商爱德万测试在北京发布了为光收发芯片测试研发的解决方案——新型 28G OPM(光纤端口测试模块)。

在发布会上，爱德万测试(中国)管理有限公司业务战略发展高级总监陆亚奇介绍了中国半导体市场的基本情况，爱德万测试(中国)管理有限公司北京测试技术部专家工程师张可介绍了新产品的细节。

“智能”应用不断增长
陆亚奇表示，随着“智能”应用范围的不断增长，“物联网”无时无刻存在于我们生活中，涵盖了消费和可穿戴产品、零售和商业建筑，以及汽车和工业环境。一个来自思科系统的被广泛引用的预测表明，到2020年连接到互联网的“物”将达500亿个。

他说，要应对半导体测试挑战，三个物联网构建块的每一个都将测试推进到一个具体方向：由于冗长的测试时间，MCU驱动测试实现最高的并行;传感器需要刺激，所以你需要关注DC精度;RF器件具有特殊性，因为它们高频率下工作。现在，没有人可以在单次测试中测试所有三个器件。自然的方法是单独进行测试，但测试时间和成本将强劲拉动市场走向一个测试会话或平台。测试仪和处理程序将需要处理一个高度复杂的要求，而将三个器件组合在一起将需要一些妥协，这使我们回到作为ATE一个基本要求的灵活性和可扩展性。业界迫切需要一种集高速性能和低成本于一体的光收发器整体测试解决方案。

满足光收发芯片整体测试要求
Infonetics 市场研究公司报告指出，2016年光收发芯片会有 33 亿美元的市场，有了新 28G OPM 模块，我们可以在这个快速增长的光收发芯片市场中站稳脚跟。而根据 Facebook 的数据，下一代光收发芯片的目标价格按数据传输速率为标准，低于 1 美元/Gbps。


张可表示，依据半导体工业发展蓝图，光收发芯片现在可达 40Gbps 的互连收发速率，这一数据在 2017 年可提升到 100Gbps，2020 年更可达到 400Gbps。爱德万测试的新测试解决方案能够经济高效地测试这些高速芯片。

光收发芯片是一种通过光纤实现接收和发送数据的高端半导体芯片。和传统线缆传输相比，光收发芯片在远距离传输中能实现更高的速度和更小的功率损耗。这种技术具有广阔的应用前景，比如可应用在移动通信和云计算领域等需要管理大量数据传输的数据中心。

据介绍，张可说，搭载了新型测试模块的爱德万测试 T2000 平台，可同时测试多达 8 个 100Gbps 的高速收发器。方案执行中光纤端口和电子 28Gbps 端口的四个通道都被用于测试各个 100Gbps 收发器，这种集成的自动测试设备(ATE)解决方案实现更快的循环周期和更高的运行效率，不仅可达成更低的测试成本，并且可以享受爱德万测试全球客户服务网络带来的充分支持。

随着物联网快速增长，数据中心需要更高的带宽。这需要更高容量的高速、低成本收发器。爱德万测试的 28G OPM 解决方案可以降低高速收发器的测试成本，提高其产能，进一步对数据中心设计和物联网产业产生深远的影响。

V93000全新升级
张可还介绍了爱德万测试推出的测试速度最快且完整集成的测试量测模块HSM16G。它是在V93000 HSM测试系统系列的基础上延伸高速测试功能，向上支持原生传输速率16Gbps，以满足超高速存储器IC原速测试需求。

HSM16G量测模块的面市使爱德万测试成为自动化测试设备业界第一家提供集成式测试解决方案的供应商，这套集成式元件解决方案可支持现今最高速GDDR5与未来GDDR5X IC平行资料汇流排高达16 Gbps的开发工程、侦错与量产测试。

据介绍，全新HSM16G 量测模块完整具备所有存储器测试功能，包括：单接脚(per-pin)运算图样产生功能，可测试任何形式的故障运算，并提供故障图形抓取;单接脚精确度时脉抖动可至1微微秒以下，为业界精准度最高的抖动量测。

内建执行元件特性与压力测试所需的单接脚任意抖动调变功能、一组集成式分析工具，同时提供全方位量测套件，以供全面性元件特性量测;可编程的等化功能可补偿电缆传输衰减量、控制上升时间，让信号在开发工程与量产阶段保有最佳完整性;每支接脚个别内嵌的查找功能可快速对准资料眼图中心、加速眼图量测，分析出眼图高度及宽度;应用于抖动量测的内建集成式时间量测单元(TMU)则提供一组量产测试主要功能。
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存储器IC无论采用序列汇流排接口(如PCI Express;PCIe)，或是通用快闪存储器(UFS)标准，HSM16G量测模块均提供了完整物理层测试(PHY特性)功能，以同时符合高速序列接口与高速平行存储器汇流排存储器元件之需。

